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RESLIMEN:

PRUEBAS DE VIDA ACELERADA DE UN
CIRCUITO ELECTRONICO.

ING. JOSE CARLOS GARCIA VAZAUEZ

A menudo se practican pruebas de desempefio de los productos al final del ciclo de manufactura
para asegurarse que cumplen o exceden todos los parametros de desempefio. Pero el desempefio
inicial es solo un aspecto de la calidad. Los clientes estan interesados en cuanto durara el producto,
cuantos productos fallaran por afio y cuantos duraran mas de cierto nimero de afios. La
confiabilidad estudia la capacidad de los sistemas para mantener un desempefio bueno durante un
tiempo prolongado. Con frecuencia no es practico correr una prueba de duraciéon bastante larga
para obtener datos suficientes a fin de estimar con precision la confiabilidad de un producto. Una
prueba de duracién que produciria fallas suficientes para hacer estimaciones de confiabilidad
buenas requeriria muchas unidades a prueba y tiempos de prueba muy prolongados. Los
fabricantes a menudo usan pruebas aceleradas de duraciéon para estimar la confiabilidad de los
productos. En las pruebas aceleradas de duracion, la idea béasica es probar unidades a esfuerzos
mayores que los normales de operaciéon. Luego se emplean los modelos estadisticos para relacionar
las tasas de falla observadas en niveles de esfuerzo acelerados para predecir una tasa de falla en
condiciones normales de operacion y asi predecir la vida Util de un producto. Este andlisis incluye el
disefio de una prueba de duracion de un circuito electrénico, la conduccién de la prueba, la
recoleccidn de datos, el analisis de los datos y la interpretacion de los resultados.
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